



































































図 2：𝐴, ξの温度変化 
反射成分では検出されていない。 
二つ目の研究では、表面モフォロジーの変化を敏感に捉えることのできる微小角入射 X 線散
乱法と原子間力顕微鏡を用いて、PMMA、PS の自由表面領域の温度変化を観測した。図 2 は
PMMA薄膜のX線散漫散乱の逆空間における強度分布を式(1)でフィットした際のパラメータの
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